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Cel i zakres prac

Zakres prac Zespotu w projekcie:

Sledzenie zaznaczonej osoby w materiale zdjeciowym i wideo

Zakres prac przedstawiony w prezentacji:

Testowanie funkcji biblioteki PersonLIB

Scenariusze

A: detekcja sylwetek ludzkich w materiale wideo
B: wyszukiwanie zadanego profilu sylwetki w materiale wideo
C: wyszukiwanie zadanego profilu sylwetki w materiale fotograficznym
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Opis procedury testowej /

Przebieg testu obejmuje trzy procesy:

- Utworzenie modelu (profilu sylwetki) w oparciu o obszary
zainteresowania i maski zaznaczone w obrazie (lub obrazach);

- Weryfikacje istniejgcego modelu na danych testowych;
- Analize uzyskanych wynikow weryfikacji modelu
i wyznaczenie wartosci miar ich oceny.

Operacje dodatkowe:

- Utworzenie danych ground-truth dla sekwencji testowych
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Miary oceny skutecznosci

Podstawowe miary oceny skutecznosci systemu:

- FAR (ang. ,False Accept Rate”):

FAR(th) = (liczba btednych detekcji) / (liczba ,imposter”), dla progu th.
- FRR (ang. ,False Reject Rate”):

FRR(th) = (liczba niewykrytych ,genuine”) / (liczba ,genuine”), dla progu th.
- ROC (ang. ,Receiver Operating Characteristics”)

Wyznaczenie krzywych dla dwoch przypadkow:

- Statystyki dla wszystkich obrazow
- Statystyki dla obrazow z odpowiedzia detektora
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Ocena skutecznosci detekc;ji 6
sylwetek

W danej ramce moze znajdowac sie wiecej niz jedna osoba
Oznaczenia:

- G - liczba sylwetek znajdujaca sie na obrazie (z danych ground-truth),
mianownik dla FRR

- D - liczba sylwetek zwrdcona przez detektor (zaré6wno poprawnych
jak i btednych)

- TP - liczba poprawnie oznaczonych sylwetek

O0<=TP<=G, O0<=TP<=D

- FP - liczba ramek oznaczonych btednie (nie zawierajacych poprawnej

sylwetki), mianownik dla FAR
FP=D -TP
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Analiza czasowa dla nagran wideo 7/

FMF“ <+—Wystapienia wzorca w sekwencii (ground-truth)
0.050

Poprawne wykrycia wzorca dla ustalonego progu

0.059

0.070 I || Prog dopasowania

<+— Bledne wykrycia wzorca dla ustalonego progu
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Testy

A: detekcja sylwetek ludzkich
w materiale wideo

B: wyszukiwanie zadanego profilu sylwetki
w materiale wideo

C: wyszukiwanie zadanego profilu sylwetki =l
w materiale fotograficznym
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A: detekcja sylwetek ludzkich
w materiale wideo




A: detekcja sylwetek ludzkich 10
w materiale wideo
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B: wyszukiwanie zadanego profilu “
sylwetki w materiale wideo

Analiza materiatu zarejestrowanego w czasie meczu
pitkarskiego

- 11 nagran w rozdzielczosci HD
- Lacznie prawie 30tys. ramek

Wzorce tworzone na podstawie pojedynczego zdjecia
- Zdjecia w wysokiej rozdzielczosci
- Oznaczana jest osoba poszukiwana
- Oznaczono 4 wzorce do poszukiwan
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B: wyszukiwanie zadanego profilu
sylwetki w materiale wideo
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B: wyszukiwanie zadanego profilu
sylwetki w materiale wideo
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B: wyszukiwanie zadanego profilu Ak
sylwetki w materiale wideo
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B: wyszukiwanie zadanego profilu
sylwetki w materiale wideo
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Wzorzec
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Przyktad: wzorzec L3, sekw. 00164
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Analiza zbiorcza

V4
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Analiza zbiorcza
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C: wyszukiwanie zadanego profilu 24
sylwetki w materiale fotograficznym

Analiza materiatu zarejestrowanego w czasie meczu

pitkarskiego
- 670 zdje¢ w wysokiej rozdzielczosci (18 MPix)
- Wykorzystane wzorce L31L4

Zdjecia nie tworza ciggtej sekwencji
- Analiza jedynie dla okna o wielkosci 1

- Dodatkowe rankingi dla dopasowan o wyniku ponizej 0,07
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Wzorzec L3
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Wzorzec L4
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Wzorzec L4

0,054

0,062
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Narzedzia

Generowanie danych ground-truth
Porownywanie wynikoéw z danymi GT

Przegladarka wynikow
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Generowanie danych GT




Porownanie wynikow z danymi GT )

)

Analiza czesci wspolnej ramek
Analiza kroétkich sekwencji

Generowanie krzywych FAR, FRR, ROC, CMC

Generowanie wykresow czasowych
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Przegladarka wynikéw iy

Results log 00012/00331
LOQ.CSV << << < = == >
Ground-truth
_ R Score
p1_strict.csv T e -
Pattern to check 2 0.108496
1 : 3 0113645
Number of patterns LA
i . 5 0.119605
= 6 0.122608
Number of results per 7 0.126005
pattern 8 0.126015
10 . 9 0126327
Base path 10 0.128563
././data
Update
Matching...
Evaluating... 1.0 FAR 10 Roc 1.0 1.00
Done. FRR * /°" ? 0.18
. = i M 016
0.8 0.8 0 e Qe Qe Qe Qe Qe Qe Oy [ 0.14
012
06 0.6 06 I 0.10
B 0.08
) T (R N U .| moos
0.4 0.4 DAY T T s T 0.04
M 002
0.2 0.2 0.2

(7]
-
(=]
w
ik
o

0.0 0.2 0.4 0.8 1.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 t 2 3 4 5

1o
L]
(s )]



Podsumowanie

Pracochtonne przygotowanie danych do testow

- Reczne przegladanie catego materiatu w celu znalezienia
powtarzajacych sie osob
- Zmudne etykietowanie wszystkich obrazéw

Szybkie, automatyczne przeprowadzenie testow

- Skrypty testujace rézne kombinacje parametréow
- Automatyczna ewaluacja rezultatow i generacja wynikow

Mozliwy rozwo6j metod testowania

- Wykorzystanie metod detekcji ruchu i sledzenia
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